
UKD 621382 

N O R M A BRANŻOWA BN-83 
Elementy półprzewodnikowe 3375-23/00 

ELEMENTY Tyrystory układów PÓŁPRZEWOON I KOWE mocy 
odchylania 

. 
poziomego 

Wymagania i badania Grupa katalogowa 1923 

1. WSTElP 

1. 1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy sę wymaga-

nia i badania dotyczęce tyrystorów mocy o prędzie śred-

nim lub skutecznym, nie większym niż 10 A przeznaczonych 

do pracy w stopniach wyjściowych układów odchylania po­

ziomego odbiorników telewizyjnych. 

Tyrystory mogę być stosowa ne w urzędzeni ach pow_ 

szechnego użytku, profesjona Inych i urzędzeniach wyma­

gajęcych zastosowania elementów o wysokiej i bardzo wy_ 

sokiej jakości. 

l. 2. Przedmiot arkusza normy. Przedmiotem niniejszego 

arkusza normy sę wymagania i badania wspólne dla całej 

grupy tyr"storów mocy układów odchylania poziomego. 

l. 3. Określenia 

1.3. 1. symbol PGM - maksymalna moc w impulsie strat 

bramki. 

1.3.2. Pozostałe określenia - wg PN-76jT-01500j03, 

PN-76jT -0150 lj03, PN-S3jE-S2050j03. 

2. PODZIAł.. I OZNACZENIE 

2. 1. Podział. Tyrystory mocy przeznaczone do pracy w 

stopniach wyjściowych układów odchylania poziomego od­

biornil46w tel'ewizyjnych dzieli się ze względu na wykona_ 

nie na: 

- tyrystory zintegrowane z diodę w jednej obudowie, 

- tyrystory bez diody. 

2.2. Oznaczenle-wgPN-7SjT_01515P. 2.2. Przykład 

oznaczenia - wg arkusza szczegółowego. 

3. WYMAG.AN lA 

3. 1. Wymlary- wg arkusza szczegółowego. 

3.2. Wykonanie - wg PN-7SjT-01515 P. 3.2 i wg arku­

sza szczegółowego. 

3.3. Cechowanie - wg PN-78jT-01515 P. 3.3 oraz wg 

arkusza szczegółowego. 

3.4. Parametry elektryczne - wg PN-78jT-OI515 P. 3.4 

oraz wg arkusza szczegółowego. 

3.5. Wymagania klimatyczne - wg PN-78jT -01515 P. 3.5. 

3.6. Wymagania mechaniczne wg PN-78jT_01515 

P. 3. 6. 

3.7. Wymagania niezawodnościowe - wg PN-78jT-01515 

P. 3. 7. 

3.8. Wymagania dodatkowe - wg PN-78jT-01515 P. 3.8. 

4. PAKOW.ANIE. PRZECHOWYW.ANIE I TR.ANSPORT 

4.1. Pakowanie - wg PN-78jT-01515 P. 4.1. 

4.2. Przechowywanie - wg PN-7SjT-01515 P. 4.2. 

4.3. Transport - wg PN_78jT -O 1515 P. 4.3. 

5. BAQ.ANIA 

5. 1. Program I rodza je badań 

5.1,1. Badania grupy A - wg PN-7SjT-01515 P. 5. I. 1 

oraz wg tab I. 1 na str. 2. 

5.1.2. Badania grupy B - wg PN-7SjT-01515 P. 5.1.2 

oraz wg tabl. 2 na str. 3. 

5.1.3. Badania grupy C 

oraz wg tabl. 3 na str. 4 T 6. 

wg PN-7SjT-01515 P. 5. 1.3 

5.1.4. Badania grupy D - wg PN-7SjT-01515 P. 5.1.4 

oraz wg tabl. 4 na str. 7. 

Zgłoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników 
Ustanowiona przez Dyrektora Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Podstaw Technologii i Konstrukcji Maszyn TEKOMA 

dnia 29 grudnia 1983 r. 
jako norma obowiązująca od dnia l stycznia 1986 r. 

(Dz. Norm. i Miar nr 11/1985 poz. 21) 

WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE "ALFA" 1985. Druk. Wyd. Norm. W·wa. Ark. wyd. 1.30 Nak!. 2700+55 Zam. 3256/85 Cena zł. 24.00 



Tablica 1 

Plany i warunki badań 
Metodći 

badania poziom jakości I poziom jakości \I poziom jakości III 
Rodzaj badani a wg 

PN-78/ poziom warunki badania poziom warunki badania pOziom warunki badania 
T-01515 kontroli kontroli kontroli 

I AQL i AQL i AQL 

1 2 3 4 5 6 7 . 8 

Podgrupa Al II; l; 5 II; l, 5 II; 1,5 

Sprawdzenie wymiarów 
(głównych) P. 5.3.2 - - -
Sprawdzenie wykonania 
obudowy P. 5.3.3 - - -
Sprawdzenie prawidło-
wości cechowania P. 5.3.6.2 - - -

Podgrupa N- Il; 1,0 II; l, O II; 0,65 

Sprawdzenie podstawo- wg PN-83/ wg PN-83/ wg PN-83/ 
wych parametrów elek- E-820SO/03 P. 3, 4; E-82050/03 P. 3.4; E-82050/03 P. 3. 4; 
trycznych: 3.5; 3.8 3.5; 3.8 3.5; 3.8 

ID' IGT , U GT , UT 2) P. 5.3.7 

Podgrupa A3 II; 1,5 II; 1,5 II; 1,5 

Sprawdzenie drugorzęd-
nych parametrów elek_ 
trycznych tą, UF ł),2) P. 5,3.7 - - -

Podgrupa ·A4 I; 1,5 

SprawdzenIe parametrów 
elektrycznych w tempe- wg PN_83/ 
raturach Innych ni! nor- E-820SO/03 p, 3. 5 
maina temperatura oto-
czenla: ID P. 5.3.7 - - - -

Znak _ oznacza, !e badania nie przeprowadza się. 

Nie wypełniona rubryka w kolumnie warunków badania oznacza normalne warunki atmosferyczne. 

1) DOlyczy tyrystorów zintegrowanych z diodtt. 

2) Pomiar impu Isowy t p ..,;;; 300 ~s, c5 .... 0,01. 

poziom jakości IV 

poziom warunki badania 
kontroli 
i AQL 

9 10 

II; 1,5 

-

-

-

II; · 0,4 • 

wg PN_83/ 
E_82050/03 P. 3, 4; 
3.5; 3,8 

II; 1,0 

-

I; 1,5 

wg PN-83/ 
E - 82050/03 p, 3.5 

~ -~ -

Dane wg arkusza 
szczegółowego 

11 

sprawdzane pa_ 
rametry geome_ 
tryczne 

wartości granicz. 
ne sprawdzanych 
parametró w elek. 
trycznych i wa_ 
runki ich pomia_ 
ru 

-

temperatura oto_ 
czenia; wartości 
graniczne spraw_ 
dzanych para-
metrów elektryc~ 
nych i warunki 
ich pomiaru 

I 

• 

'" 

~ 
I 
ID 
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Tablica 2 

Plany i warunki badań 

Rodzaj badania 
Metoda badani a poziom jakości III poziom jakości IV 

wg PN-7S/T-01515 

poziom kontroli warunki badania poziom kontroli warunki badania 

i AQL i AQL 

1 2 3 4 5 6 

P0slsru~ 81 5-3; 1,5 5-3; l, O 

Sprawdzenie wytrzymałości me-
chanlIcznej wyprowadzeń p. 5. 3. 21 - -
Sprawdzenie szczelności t) P. 5.3. 27 - -

Podsruea 82 5-4; 1,5 5-4; 1, O 

Sprawdzenie lutowności wyprO- temperatura luto- temperatura luto-
wadzeń P. 5.3. Sa) wia 235 0 C wla 235 0 C 

Podsruea 83 5-3; 1,5 5-3; 1, O 

Sprawdzen i e wytrzymałości na 
spadki swobodne P. 5.3. 17 1000 mm x 5 1000 mm x 5 

Podsru~ 84 5-4; l, O 

Sprawdzenie wytrzymałości na 
2 

1470 m/s, 
udary wielokrotne P. 5. 3. 16 - - IOOOx3 

Podsruea 85 5-3; 1,5 5-3; l, O 

Sprawdzenie wytrzymałości na TA = t 6tg min T A = tatg min 

nagłe zmiany temperatury p. 5. 3. 12 TB=t6tgmax T B = t stg max 

Podsruea 86 5-4; l, O 5-4; 0,65 

Sprawdzenie odporności na nara-
o 

25 C, 
o 

25 C, 
żenia elektryczne P. 5.3.22 100 h 100 h 

Znak - oznacza, że badania nie przeprowadza się. 

Nie wypełniona rubryka w kolumnie warunków badania oznacza normalne warunki atmosferyczne. 

t)Nie dotyczy tyrystorów w obudowach plastykowych. 
-- - _ . --- -- --- - --- --- --- - - -----------

Dane wg arkusza 
szczegółowego 

7 

rodzaj i szczegółowe warunki 
badania; warunki obci{lżeń • 

rOdzaj badania; dopuszczalny 
poziom nieszczelności lub war_ 
tości i warunki pomiaru parame-
trów elektrycznych sprawdzanych 
po badaniu 

-
I 

I 

położenie elementu w czasie spa_ 

dania; wartości i warunki pomiaru; 
parametrówelektrycznyc,", spraw- : 
dzanych po badi'niu 

sposób mocowania korpusu lub wy_ 
prowadzeń elementu; wartości i VII~ 
runki pomiaru parametrów elek-
trycznych sprawdzanych po bada-
niu 

wartość ' i wB1'unki pomiaru para-
metrów elektrycznych sprawdza_ 
nych po badaniu 

metoda badania; warunki obci{lże-
nla; wartości i 'warunki pomiaru 
parametrów elektrycznych spraw-
dzanych w czasie i po badaniu 

-

- -- - -

ID 
Z 
I 
<:' 
W 

" W 
W 
~ 
VI 
I 

'" W 

" o 
o 

w 



Metoda ba-
poziom jakości I 

dania wg 
Rodzaj badania 

PN-78/ poziom warunki 
T-01S1S 

kontroli badania 
iAQL 

1 2 3 4 

Podgrupa CI 5-3; 2,5 

Sprawdzenie wytrzymałości 
mechanicznej wyprowadzeń P. 5.3.21 -
Sprawdzenie szczelnoścl 3j P. 5.3.27 -

Podgrupa C2 S-3; 4,0 

Sprawdzenie parametr6w 
elektrycznych P. 5.3.7 -
Sprawdzenie odporności na 
suche gor~co P. 5. 3. 11 t amb ma>< 

Sprawdzenie odporności na 
t amb min zimno P. 5.3.9 

Podgrupa C3 S-3; 2,5 

Sprawdzenie masy P. 5.3.4 . -

Sprawdzenie trwałości 
cechowania P. 5. 3. 6. 1 -

Sprawdzenie lutONnoścl 
wyprowadzeń P. 5. 3. Sa) tempera tu-

ra lutowia 
23SoC 

- --- _. 

Tablica 3 

Plany i warunki badań 

poziom jakości II poziom Jakości III 

poziom warunki poziom warunki 
kontroli badania kontroli badania 
I AQL i AQL 

5 6 7 8 

S-3; 2,5 - -

-
-

S-3; 2,5 S-3; 2,5 

- -
• 

t amb ma>< t <1mb max 

t a1'l\b mln t a1'l\b mln 

S-3; 1,5 - -

-

-

temperatu_ 

ra lutowia 
23SoC 

poziom jakości IV 

poziom warunki 
kontroli badania 
i AQL 

9 10 

- -

S-3; 1,5 

-

t llmb ma>< 

t ll 1'l\b mln 

- -

Dane wg arkusza 
:;zczegółowego 

11 

. rodzaj i szczegółowe 
warunki badania; 
wartości obci\l;teń 

rodzaj badania; do-
puszczalny poziom 
nieszczelności lub 
wartości; warunki 
pomiaru parametr6w 
elektrycznych spraw_ 
dzanych po badaniu 

wartości i warunki 
pomiaru parametr6w 
elektrycznych spraw-
dzanych w czasie ba_ 
dani a i po badaniu 

masa wyrobu 

I 
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cd" tabl. 3 

l 2 3 4 5 6 7 

Podgrupa C4 S-3; 2,5 S-3; 1,5 5-3; 1,5 
2 2 Sprawdzenie wytrzymałości 98000 m/s, 98000 m/s, 

na przyspieszenia' stałe P. 5.3.20 l mln t) 1 min t) 

Sprawdzenie wytrzymałości P. 5. 3. 15 
2 

14700 m/s, 
2 

14700 m/s, 
na udary (pojedyncze lub lub 3x6, 2 3X 6, 2 
wielokrotne) 5.3. 16 1470 m/s, 1470 m/s, 

3xl000 3xl000 
2 2 Sprawdzenie wytrzymałości P. 5. 3. 18 98 m/s, 98 m/s, • na wibracje (stałe lub lub 80 Hz, 3h, 80 Hz, 3h, 

zmienne) 5. 3. 19 98 m/s2, 98 m/s2, 
10+ 2000Hz 10;. 2000 Hz, 
1,5 h 1,5 h 

Podgrupa C5 5-3; 2,5 S-3; 2,5 S-3; 1,5 

Sprawdzenie wytrzymałości temperatura temperatura 
na ciePło lutowania P. 5.3. Sb) ~pieli ~pieli 

350°C lub 350°C lub 
260°C, 260°C, 
czas rege- czas rege-
neracji neracji 
2+6h 2 + 6 h 

Sprawdzenie wytrzymałości TA= t.t'l1 min TA = t.tl1 min 
na nagłe zmiany temperatu-
ry P. 5. 3. 12 T -

B - t Stl1 max TB = t,tl1 max 

Sprawdzenie wytrzymałości 
na wilgotne gor{lco stałe P. 5. 3. 13 4d 10 d 

Podgrupa C6 5-3; 2,5 S-3; 2 , 5 S-3; 1,5 

Sprawdzenie odporności na 25°C 2), 250 C 2), 
naraienla elektryczne P. 5.3.22 1000 h 1000 h 

Podgrupa C7 

Sprawdzenie wytrzymałości 
na zimno p. 5.3.8 - - .- - -

8 9 

S-3; l, O 
. 2 

196000 m/s, \ 
l mln 1) 

2 
14700 m/s, 
3x6, 2 
1470 m/s , 
3X4000 

-2 
98 m/s, 
10+ 5000 Hz, 
3h 

• 
S-3; 1,5 

temperatura 
~pieli 

350°C lub 
260°C, 
czas rege-
neracji 
2.;.6h 

TA = t.tl1 mln, 

T - t B- atg max 

21 d 

S-3; l, O 

25
0

C 2), 
1000 h 

5-3; l, O 

-

10 

2 
14700 m/s, 
3X6, 2 
1470 m/s, 
3x4000 

-2 
98 m/s, 
10 .;. 5000 Hz, 
3 h 

temperatura 
~pieli 

3500 C lub 
260°C, 
czas rege-
neracji 
2+6h 

T =t . A stil mln, 

T -t 
B - stil max 

56 d 

250C 2), 
2500 h 

t atl1 min, 
1000 h 

- ----

11 

kierunki probiercze; 
sposób mocowania 
korpusu lub wypro_ 
wadzeń; wartości 

i warunki pomiaru 
parametrów elek_ 
trycznych sprawdza_ 
nych po badaniu I 

wartości i warunki 
pomiaru parametrów 
elektrycznych spraw-
dzanych po badaniu 

metoda badania; 
warunki obci{l!enia; 
wartości i warunki 
pomiaru parametrów 
elektrycznych spraw-
dzanych w czasie 
I po badaniu 

wartości i warunki 
pomiaru parametrów 
elektrycznych spraw_ 
dzanych po badaniu 
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cd, tabl. 3 

Plany i warunki badań 

Metoda poziom jakości I poziom jakości II poziom jakości III 

Rodzaj badania 
badania wg 

PN-7S/ poziom warunki poziom warunki poziom warunki 
T-01515 kontroli badania kontroli badania kontroli badania 

I AQL i AQL i AQL 

1 2 3 4 5 6 7 S 

Podgrupa CS S-3; l, S S-3; l, O 

Sprawdzenie wytrzymałości t atg ma>< t"tg ma><, 
na suche gor~co P. 5. 3. 10 - - 1000 h 1000 h 

Podgrupa C9 S-3; 1,5 

SpraWdzenie wytrzymałości 
na spadkI swobodne P. 5. 3. 17 - - 1000 mm x 5 - -

Podgrupa C10 S-3; 2,5 S-3; 2,5 S-3; 1,5 

• 
Sprawdzenie wymIarów P. 5,3.3 - - -

Znak - oznacza, :te badania nie przeprowadza się, 

Nie wypełniona rubryka w kolumnie warunków badania oznacza normalne warunki atmosferyczne. 

l)Je:teli innych wartości przyspieszeń nie podano w arkuszu szczegółowym. 
2) . 

Je:teli Innycp temperatur nie podano w arkuszu szczeg6łowym. 
~ . . . 

Nie dotyczy tyrystorów w obudowach płestykowych, 

I 

poziom jakości IV 

poziom warunki 
kontroli badania 
i AQL 

9 lO 

S-3; I, O 

t stg max 

1500 h 

- -

S-3; l, O 

-

• 

Dane wg arkusza 
szczegółowego 

1 1 

wartości i warunki 
pomiaru parametrów 
elektrycznych spraw_ 
dzanych po badaniu 

położenie elementu 
w czasie spadania; 
wartości i warunki 
pomiaru parametrów 
elektrycznych spraw_ 
dzanych po badaniu 

sprawdzane para-
metry geonletryczne 

'. 

, 

i 

Ol 

~ 
I 
CD 
W 

-;;, 
W 

Ul 
ł 
N 
W 

d-
o 



Tablica 4 

Plany I warunki badań 

Metoda 
poziom jakości I poziom jakości II poziom jakości III 

badania wg 
Rodzaj badania 

PN-78/ poziom warunki poziom warunki poziom warunki 
T-01S15 

kontroli badania kontroli badania kontroli badania 
I AQL i AQL I AQL 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Podgrupa Dl 5-3; 1,5 

SpraWdzenie odporności 
na niskie ciśnienie atmo-
sferyczne P. S, 3. 14 - - - - 10 hPa 

Podgrupa 02 l) 5-3; 2,5 5-3; 2,5 5-3; 1,5 

Sprawdzenie wytrzymałości 
na rozpuszczalniki P. 5.3.25 - - -
Podgrupa 03 1) 5-3; 2,5 5-3; 2,5 5-3; 1,5 

SpraWdzenie palności 
zewnętrznej p. 5.3.26 - - -
Podgrupa 04 2) 5-3; 2, S 

Sprawdzenie wytrzymałości 
na pleśń P. 5.3.23 - - - - -

Podgrupa 05 2) 5-3; 2,5 

Sprawdzenie wytrzymałości 
na mgłę 50 I", P. 5.3,24 - - - - 2 d 

Znak - oznacza, że badania nie przeprowadza się. 

Nie wypełniona rubryka w kolumnie warunk6w badania oznacza normalne warunki atmosferyczne. 

1) Badanie stosuje się dla wyr0b6w 'w obudowach plastYkowych, 

I) Badanie stosuje się przy zam6wleniu wyr0b6w w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego, 

poziom jakości IV 

poziom warunki 
kontroli badania 
I AQL 

9 10 

5-3; 1,5 

10 hPa 

5-3; 1,5 

-
5-3; 1,5 

-

5-3; 1,5 

-

5-3; 1,5 

2 d 

Dane wg arkusza 
sz czeg6łowego 

11 

temperatura naraża_ 
ni a; wartości i wa_ 
runkl pomiaru para_ 
metr6w elektrycz-
nych sprawdzanybh 
w czasie I po bada_ 
niu 

rodzaj rozpuszczal_ 
nika 

położenie elementu 
w czasie badania 

położenie elementu 
w czasie badania 
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8 BN-S3j3375-23joO 

5.2. Pobieranie próbek - wg PN-78/T-01515 P. 5.2. 

5. 3. Opi s badań - wg PN-78/T -O 1515 P. 5. 3 oraz 

arkusza szczegÓłowego. 

wg 

5.4. Ocena wyników badań - wg PN-78/T-01515' P. 5.4. 

5.5. Dostawa elementów po badaniach_wg PN-78jr-01515 

P. 5. 5. 

6. POSTEjPOWANIE W PRZYPADKU NEGATYWNEGO 

WYN I KU BAQAN 

6. 1. Badan:a grupy A - wg PN-78jT-01515 P. 6. 1. 

6.2. Badania grupy B - wg PN-78/T-01515 P. 6.2. 

6.3. Badania grupy C - wg PN-78/T-01515 P. 6. 3. 

6,4, Badania grupy D - wg PN-78/T-01515 P. 6.4. 

KON lEC 

INFORMACJE DODATKOWE 

l, Instytucja opracowujaca norme - Naukowo-Produk­

cy jne Centrum PÓłprzewodni kÓw, Warszawa. 

2, Normy zwiezane 

PN-76/T-01500/03 Elementy PÓłprzewodnikowe. Tyrysto­

ry. Nazwy i określenia 

PN-76/T -o 150 1 /03 Elementy półprzewodn ikcwe. Oznacze­

nia literowe parametrów tyrystorów 

PN-78/T-01515 Elementy półprzewcdnikowe. OgÓlne wy­

magani a i badania 

PN-83/E-82050j03 PÓłprzewodnikowe przyrzędy 

Badania elektryczne 

3, SymbO'l wg SWW - 1156421. 

mccy. 

4.. Dostawy elementów o wysokiej jakcści I bardzo wysc­

kie! jakcści mo~ być realizowane po uzgodnieniu z prcdu­

centem wielkości dostaw i pC uzgodnieniu ceny. 


